NORME

INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

60512-25-5

Premiére édition
First edition
2004-07

Connecteurs pour équipements électroniquées —

Essais et mesures —

Partie 25-5:
Essai 25e —
Affaiblissement de réflexion

Connectors for electronic equipment —

Tests and measurements —

Part 25-5;
Test 25e—
Return’loss

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60512-25-5:2004


https://iecnorm.com/api/?name=3f76bead4857dd301fcd0ed7ad3fe014

Numeérotation des publications

Depuis

le 1er janvier 1997, les publications de la CEI

sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1

devient

la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la

Publication numbering

As from 1 January 1997 all

IEC publications are

issued with a designation in the 60000 series. For

example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60

Consolidated editions

034-1.

The IEC is now publishing consolidated versions of its

CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
exempld, T€s numeros d edition 1.0, T.T et 1.2 indiquer and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
respectivement la publication de base, la publication de the base publication incorporating amendmenf 1 and
base inforporant 'amendement 1, et la publication de the base publication incorporating amendnients 1
base in¢orporant les amendements 1 et 2. and 2.
Informations supplémentaires Further information on IEC)publications
sur les publications de la CEI
Le confenu technique des publications de la CEl est The technical content.'ofy IEC publications [is kept
constampment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état under constant review_by the IEC, thus ensur|ng that
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a the content reflects “eurrent technology. Information
cette ppblication, y compris sa validité, sont dispo- relating to thispublication, including its valldity, is
nibles dans le Catalogue des publications de la CEIl available in «ther IEC Catalogue of publ|cations
(voir cf|-dessous) en plus des nouvelles éditions, (see below) in addition to new editions, amerdments
amendgments et corrigenda. Des informations sur les and corrigenda. Information on the subjectd under
sujets g I'étude et 'avancement des travaux entrepris consideration and work in progress undertakern by the
par le domité d’études qui a élaboré cette publication, technical committee which has prepareld this
ainsi que la liste des publications parues, sont publication, as well as the list of publications|issued,
également disponibles par I'intermédiaire de: is\also available from the following:
e Sitp web de la CEl (www.iec.ch) e |EC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEIl . Catalogue of IEC publications
Le [catalogue en ligne sur le site web de |lasCEl The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/searchpub) vous permet de fairesdes (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a
recherches en utilisant de nombreuxcritéres, variety of criteria including text sdarches,
conpprenant des recherches textuelles, “par comité technical committees and date of publicatipn. On-
d’études ou date de publication. Des jnformations en line information is also available on fecently
ligne sont également disponibles_‘sur-les nouvelles issued publications, withdrawn and replaced
pubflications, les publications remplacees ou retirées, publications, as well as corrigenda.
aingi que sur les corrigenda.
. IEG Just Published . IEC Just Published
Ce| résumé des defnieres publications parues This summary of recently issued publ|cations
(www.iec.ch/onlinesnews/justpub) est aussi dispo- (www.iec.ch/online_news/justpub) is also gvailable
nible par courrierélectronique. Veuillez prendre by email. Please contact the Customer [Service
contact avec_.le{Service client (voir ci-dessous) Centre (see below) for further information.
podr plus d’informations.
e Setrvice(clients e Customer Service Centre
Si vaUus/avez des questions au sujet de cette If you have any questions regarding this
pubtestion—ot—eavezr—besoin—de—renseignements pabheation—or—meed—further—assistance please
supplémentaires, prenez contact avec le Service contact the Customer Service Centre:
clients:
Email: custserv@iec.ch Email: custserv@iec.ch

Tél:
Fax:

+41 22 919 02 11
+41 22 919 03 00

Tel:
Fax:

+41 22 919 02 11
+41 22 919 03 00


http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
https://iecnorm.com/api/?name=3f76bead4857dd301fcd0ed7ad3fe014

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60512-25-5
STAN DARD Premiére édition

First edition
2004-07

Connecteurs pour équipements électroniquées —
Essais et mesures —

Partie 25-5:
Essai 25e —
Affaiblissement de réflexion

Connectors for electronic equipment —
Tests and measurements —

Part 25-5;
Test 25e—
Return’loss

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights feserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX N
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexayHapoaHas OnekTpoTexHuyeckas Komuccus . . .
AyHapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=3f76bead4857dd301fcd0ed7ad3fe014

-2- 60512-25-5 © CEI:2004

SOMMAIRE
AV AN TP ROP O S ..o e e 4
Domaine d’appliCation ... ... e 8
2 Termes et defiNitiONS ...t s 8
Lo} =T o TR e =TT T PP 8
1 1 N =Y U T o 7= o =Y o | SRR SO RS 8
B 2 o o} €= T = 3P S0 N I 8
4 EChantillon A eSSai....uiuiiiiii i 10
41 DeSCriPtioN e B e e 10
5 Procédure d'eSSai......ocuiiuiiiiiiiiiiiiei e i e 12
511 GENAralites.. ..o e g P e 12
52 Affaiblissement de réflexion du montage...........ccoooovii Gt 12
5/3 Mesure de I'affaiblissement de réflexion de I'échantillon..g...........cooo ). 14
54 Meéthode dans le domaine temporel..........coouveiii i S8 14
Details @ spécifier ... O e 14
Dpcumentation d’eSSai......viuiiiiiiiiiieiiieieee e N N e e 16
AnneXe A (normative) Diagrammes et schémas pour les montages et I'’équipement........J..... 18
Annexe B (informative) Guide pratique ........ 0 e 26
Figurg A.1 — Diagrammes teChNiqUes ... . e e 18
Figurg A.2 — Adaptations asymetriques.........cooouiiiiiiiiiii e e 20
Figurg A.3 — Adaptations différentielles (Symétriques).........ccccoeiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 22
Figure A.4 — Exemple d’'un échantillon dans un montage pour I'affaiblissement
(o L= =T 1 qTo o PR S 24



https://iecnorm.com/api/?name=3f76bead4857dd301fcd0ed7ad3fe014

60512-25-5 © IEC:2004 -3-

CONTENTS
FOREWORD .. .cuiiti e e e e e e e et et et e et e e et e et e et e et 5
RS To 0] o 1= PP 9
2 Terms and defiNifioNS ..o 9
L= 1S3 A =T 0 10T o= 9
1 1 N =Y U T o 4 = | PR S NN 9
U2 FIXIUIE e 9
4 T ST SPECIMEN ..t e e 11
41 DeSCriPtioN oo B e e 11
5  TeStProCedure ... e 13
511 General .o e o e e 13
52  Fixture return 10SS. ... e e e 13
5/3 Specimen return loss measurement .............cooooiii (g 15
5/4 Time domain method ..o S 15
Details to be specified. ... ..o O e e 15
Test documentation ... N e e 17
AnneX A (normative) Diagrams and schematics offixtures and equipment...................... ... 19
Annex B (informative) Practical guidance..... i e 27
Figurg A.1 — Technique diagrams ...l e e 19
Figurg A.2 — Single-ended terminations ..........cccoviiiiiiiii e e 21
Figurg A.3 — Differential (balanced) terminations ..........coocoiiiiiiiiiiii e e 23
Figurg A.4 — Example of specimen in fixture for return 10Ss..........cooiiiiiiii e 25



https://iecnorm.com/api/?name=3f76bead4857dd301fcd0ed7ad3fe014

—4 - 60512-25-5 © CEI:2004

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 25-5: Essai 25e — Affaiblissement de réflexion

AVANT-PROPOS

1) La
de
fav
I'élqg
des
Gui
aux|
intel
tray
con

2) Les
du
inté

3) Les
con
s'aq
I'év

4) Dan
me
nati
nati

5) La
res

6) Tou

7) Audg
ma
nati
don
de
tout

8) L'at
réfd
9) L'af
I'ob
res

La No|

Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisatiom¢o
'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl alpour g
riser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans Jles/ . domai
ctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes) internat
Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles al~public (PAS
Hes (ci-aprées dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a de€s comités d
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organ
rnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl\participent égalem
aux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Naefmalisation (ISO), se
ditions fixées par accord entre les deux organisations.

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techhiques représentent, dans la
bossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné.due les Comités nationaux de
ressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 3
me telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qud

entuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est\faite par un quelconque utilisateur final.

s le but d'encourager I'uniformité internationale, les¢Gomités nationaux de la CEIl s'engagent, dans
ure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publ
onales et régionales. Toutes divergences entre."toutes Publications de la CEl et toutes publ
onales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

CEl n’a prévu aucune procédure de.marquage valant indication d’approbation et n'engage
onsabilité pour les équipements déclarés, conformes a une de ses Publications.

s les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

une responsabilité ne doit étreNimputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
dataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
onaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
mage de quelque naturge que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
ustice) et les dépenses.découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CE
e autre Publication de la' CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

tention est attirée“sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
rencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

tention est-attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvs
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tend
onsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
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rme’internationale CEl 60512-25-5 a été établie par le sous-comité 48B: Connectel

rs, du

comité d’études 48 de la CEIl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1447/FDIS 48B/1460/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization_con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC s to ¢
rnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electrohic fig
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifi
hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter-referred to 4
lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National|€ommittee int
he subject dealt with may participate in this preparatory work. International; |governmental ar
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation IEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance With' conditions determi
bement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express,as.nearly as possible, an inter
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical ‘copmittee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts are made“to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible{forvthe way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any dive
een any |IEC Publication and the corresponding‘national or regional publication shall be clearly indi
latter.

provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
ipment declared to be in conformity with~an IEC Publication.

isers should ensure that they have the-latest edition of this publication.

liability shall attach to IEC or_its directors, employees, servants or agents including individual expg
nbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dar
er damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
enses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otl
lications.

indippensable for the cofrect application of this publication.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1447/FDIS 48B/1460/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

+ remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 25-5: Essai 25e — Affaiblissement de réflexion

1 Domaine d’application

La prgsente partie de la CEl 60512 s’applique aux connecteurs électriques, aux embasefs, aux
cordops ou aux systémes d’interconnexion.

La présente partie de la CEl 60512 décrit des méthodes en temporelle et en fféquencé pour
mesurer l'affaiblissement de réflexion en fonction de la fréquence.

2 Termes et définitions

Pour |es besoins de la présente partie de la CEl 60512, les,termes et définitions suivants
s’appljquent.

2.1
affaiblissement de réflexion
mesute du rapport entre le signal réfléchi par I’échantillon et le signal incident

NOTE | Il peut étre exprimé en décibels (dB).

2.2
impédance d’environnement de I’échantillon
impédance présentée par le montage~aux conducteurs de signaux. Cette impédance |est le
résultat des lignes de transmissionyidées résistances de charge, des sources ou réceptetrs de
signalix raccordés et des éléments-de montage perturbateurs

3 Moyens d’essai

31 Equipement
3.1.1 | Mesure@enfréquence
On utjlise de-préférence un analyseur de réseau avec une gamme dynamique acceptable¢ pour

le Digpositif En Essai (DEE). Pour les mesures en différentiel, un analyseur de réspau a
multiporis“de test ou des symétriseurs peuvent étre utilisés.

3.1.2 Mesure temporelle

On utilise de préférence un Réflectométre en Domaine Temporel (RDT), un générateur
d’impulsion a fonctions de déclenchement et un logiciel d’analyse des transformées de Fourier
(FFT).

3.2 Montage
3.2.1 Généralités

L'impédance de I’échantillon dans son environnement doit étre adaptée a I'impédance de
I’équipement d’essai. Sauf indication contraire du document de référence, en général
I'impédance est de 50 Q pour les mesures asymétriques et 100 Q pour les mesures en
différentiel.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 25-5: Test 25e — Return loss

1 Scope

This part of IEC 60512 is applicable to electrical connectors, sockets, cable assemblies or
intercpnnection systems.

This part of IEC 60512 describes a frequency and a time domain method to measure [return
loss als a function of frequency.

2 Terms and definitions
For the purposes of this part of IEC 60512, the following terms and.definitions apply.

2.1
return loss
measure for a signal reflected by the specimen in ratioywith the incident signal

NOTE | It can be expressed in decibels (dB).

2.2
specimen environment impedance
impedance presented to the signal conductors by the fixture. This impedance is a resgult of
transmission lines, termination resisters, attached receivers or signal sources and fixture
parasftics

3 Test resources

3.1 Equipment
3.11 Frequency.domain
A netyork analyzer with acceptable dynamic range for the DUT (Device Under Test) is|to be

used. |For differential measurements, a network analyzer with a multiport test set or baluns may
be use¢d,

3.1.2 Time domain

A Time Domain Reflectometer (TDR), triggered impulse generator and appropiate Fast Fourier
Transform (FFT) software are preferred.

3.2 Fixture
3.21 General
The specimen environment impedance shall match the impedance of the test equipment.

Unless otherwise specified in the detail specification, typically this will be 50 Q for single ended
measurements and 100 Q for differential.
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Agencement des conducteurs de I’échantillon

1:2004

Pour chaque mesure, la ligne a mesurer doit étre agencée comme indiqué dans le document
de référence. L’extrémité lointaine (destination) et I’'extrémité proche (émission) de la ligne
doivent étre chargées par I'impédance d’environnement spécifiée de I'’échantillon en utilisant
'une ou l'autre des méthodes des Figures A.2 ou A.3. Dans le cas particulier ou le signal
d’émission est différentiel et déséquilibré, I'’énergie de mode commun doit étre adaptée. De
méme, il convient que les lignes de signaux adjacentes a celles-ci soient si possible adaptées.

NOTE Les lignes signaux adjacentes électriquement longues peuvent résonner, ajoutant des erreurs aux résultats.

Sauf indication contraire, une ligne signal a une ligne de masse 1:1 doit étre utilisée (2:1 si des

mesutes différentielles sont effectuées) avec chaque extrémité ayant toutes les ymasses

commjunes. (Pour un exemple, voir la Figure A.4.)

3.2.3 | Montage de I’échantillon et des terminaisons des lignes signaux pour
I'impédance d’environnement de I’échantillon

La pajre en essai doit étre terminée par son impédance nominale. Il,¢onvient que la gharge

adaptee qui termine chaque paire se comporte comme une résistance-pure, ce dans la gamme

de fréfjuences de test.

NOTE | La géométrie du montage et les matériaux peuvent avoir une influence,sur les mesures, due aux élgéments

de montage perturbateurs. En général, I'usage pour lequel le produit¢est congcu détermine le moyen |le plus

appropfié pour le monter.

3.2.4 | Technique d’insertion

Le mqgntage doit étre congu de maniere a permettre’la mesure de l'affaiblissement de réflexion

avec ¢t sans I’échantillon, voir Figure A.1a). Sides symétriseurs sont utilisés pour une m

ou de
le mo
perte

3.2.5

Pour
lointa
Cem
Si de
courb

5 circuits a perte minimale pour adaptér-I'impédance, ceux-ci doivent étre comprig
htage. Les Figures A.2 et A.3 montrent des configurations typiques avec des cird
minimale.

Technique du montage de(référence

ette technique, un montage séparé qui combine a la fois I'extrémité proche et I'ext
ne est utilisé pour mesurer |'affaiblissement de réflexion du montage, voir Figure

5 tracés sont utilisés, il doivent comprendre le montage des connecteurs, leg
ires et angles. 'Si des symétriseurs sont utilisés pour des mesures différentielles,

esure
dans
uits a

rémité
A.1b).

bntage doit étre unde-reproduction du montage pour I'échantillon, mais sans I’échantillon.

vias,
u des

circuifs a perte-minimale pour adapter I'impédance, ceux-ci doivent étre compris dans le
montgge. Les Figures A.2 et A.3 montrent des configurations typiques avec des circuits 3

minim

lale.

perte

4 Edl\ﬂn iHon ‘oaccni
o Cooat

4.1

Description

Pour cette procédure d’essai, I'’échantillon a essayer doit étre:

411

Une p

4.1.2

Des c

Connecteurs séparables

aire de connecteurs accouplés.

Cordon

onnecteurs et des cables assemblés, et les connecteurs sont accouplés.
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3.2.2

Specimen conductor assignments

For each measurement, the driven line shall be fixtured as indicated in the detail specification.
The far end (destination) and the near end (driven) of the line shall be terminated in the
specimen environment impedance specified using one of the methods in Figures A.2 or A.3. In
the special case where a drive signal is differential and not balanced, the common mode
energy shall be terminated. Adjacent signal lines to these should likewise be terminated if
possible.

NOTE Electrically long adjacent signal lines may resonate adding error to the results.

Unless otherwise specified, a 1:1 signal to ground ratio (2:1 if differential measurements are

perfor
Figure

3.2.3

The p
termin

NOTE
produc

3.24

The f
specif
used

typica

3.2.5

In thig
fixture
specir
vias,
pads
show

4 T

4.1

For th

ned) shall be used with each end having all grounds commoned. (For an exampl
A4

Specimen fixture and signal line terminations for specimen environment
impedance

ates the pair should be a pure resistive load int the frequency range of interest.

The fixture geometry and materials may impact the measurements dueto the fixture parasitics. Usu
‘s intended use dictates the most meaningful way to fixture it.

Insertion technique

xture shall be designed to allow measureméntvof return loss with and witho
hen, see Figure A.1a). If baluns are used for a measurement, or minimum loss
for impedance matching, these are included’in the fixture. Figures A.2 and A.3.
configurations with minimum loss pads,

Reference fixture technique

return loss measurement; s€e Figure A.1b). This fixture shall be a duplicate
hen fixture, only without thie'specimen. Traces, if used, shall include fixture conng
bends and corners. If baluns are used for a differential measurement, or minimur
used for impedance, _matching, these are included in the fixturing. Figures A.2 ar
fypical configuratiohs with minimum loss pads.

bst specimen

Description

s\test procedure, the test specimen shall be as follows:

P, see

air under test shall be terminated with its nominal impedance. The’ matched load that

lly, the

Ut the
pads
show

technique, a separate fixture (that combines both near end and far end is used for the

of the
ctors,
n loss
d A3

411

A mat

4.1.2

Separable connectors

ed connector pair.

Cable assembly

Assembled connectors and cables, and mating connectors.
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Embase

mbase et un dispositif d'essai.

rocédure d’essai

Généralités

Sauf indication contraire, tous les résultats de mesure doivent contenir au minimum 200 points
de fréquence. Chaque mesure du montage et la mesure associée de [|'affaiblissement de
réflexion de I’échantillon doivent étre effectuées aux méme fréquences. Il est recommandé de

réalis¢r un graphique de I'amplitude en fonction de la fréquence avec une échelle vertic

10 dB
résult

document de référence.

NOTE
par un

5.2
5.21

L'affa
puissé
d’'une
soit c(

5.2.2

Lorsq
au pl
I’écha
NOTE
d’'aum

NOTE 2 Pour une meilleure précision, il convient que la calibration du montage soit effectuée sur lg

d'essai

5.2.3

5.2.3.
lointai

I'analyseur de réseau aux endroits appropriés du montage de la ligne d’émission.

par division et un balayage logarithmique en fréquence. Lorsque cela est applicab
hts pour une fréquence donnée sont présentés dans un tableau, comme spécifié d

Il convient de rappeler aux techniciens d‘essai les limites de toutes les opérations mathématiques r§
nstrument (par exemple la remise en forme ou les logiciels de filtrage).

Affaiblissement de réflexion du montage
Généralités

blissement de réflexion du montage doit étre mesuré_séparément de maniére a ¢
étre retiré et comparé a la mesure de I'échantillen; Si le document de référence
maniére précise le montage de fagon que l'influence de son affaiblissement de réf
nnue, la mesure de l'affaiblissement de réflexion du montage est optionnelle.

Calibration

I’'un analyseur de réseau est utilisé, ikfaut effectuer au minimum une calibration de
An de référence (comprenant les“cables de Il'analyseurs mais non le monta
htillon). Lorsque cela est possible, une calibration totale en 2 ports est recommandg

Les résultats peuvent étre entachés d’erreur lorsque |'affaiblissement de réflexion n’est pas pluy
ins 15 dB de plus que I'affaiblissement de réflexion de I’échantillon.

Ce qui implique que lestadaptateurs sont inclus dans la mesure.

Technique d'insertion

I Assembler le montage de maniére que I'extrémité proche soit connectée a I'ext
ne sans-que l'échantillon soit entre elles; voir Figure A.1a). Connecter les po

ale de
le, les
ans le

alisées

e qu’il
définit
lexion

1 port
je de
e,

5 élevé

s ports

rémité
rts de

5.2.3.2 Mesurer raffaiblissement de reflexion du montage S;q evou S,y.

5.24

5.2.4.1

Technique du montage de référence

Réaliser un montage de référence qui reproduit le montage de I'échantillon, mais sans

I’échantillon. Insérer les deux extrémités proche et lointaine, voir Figure A.1b). Connecter les
ports de I'analyseur de réseau aux endroits appropriés du montage de la ligne d’émission.

5.2.4.2 Mesurer la puissance réfléchie du montage S, et/ou S,,.
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Sockets

A socket and test device.

5 Test procedure

5.1

General

Unless otherwise specified, all measurement results shall contain a mimimum of 200 frequency
points. Each fixture measurement and its associated specimen return loss measurement shall

be taken—atthe—same—frequencies—Generate—a—magnitude—versus—frequeney—ptot—4+6-¢B per
divisign vertical scale and log frequency sweep are recommended. When applicabley|single
frequency results shall be tabulated, as specified in the referencing document.

NOTE | The test professional should be aware of limitations of any math operation(s) performedvby*an instfument,
(e.g. ngrmalization or software filtering).

5.2 |Fixture return loss

5.21 General

Fixture return loss shall be measured separately so that it canibé’-removed from and conpared
to thel specimen measurement. If the referencing documentiprecisely specifies the fixtlire so
that it return loss contribution is known, then the fixture return loss measurement is optignal.
5.2.2 Calibration

When| using a network analyzer, as a minimum, 1 port calibration at the reference |plane
(incluge analyzer cables but not specimen fixture) shall be performed. Where possible| a full
2 port|calibration is recommended.

NOTE Results may be inaccurate when the réturn loss is not greater than 15 dB as the specimen return I¢ss.
NOTE 2 For the best accuracy, the calibration of the test fixture shall be performed at the test ports. That|means
that thg adaptors shall be included in theymeasurement.

5.2.3 Insertion technique

5.2.3.1 Assemble the fixture so that the near end is connected to the far end without the
specimen in between; sée Figure A.1a). Connect the network analyzer ports to the apprqpriate
locations of the drivien line fixture.

5.2.3.2 Measure the fixture return loss S, and/or S,,.

5.24 Reference fixture technique

5.2.4.1 Construct a reference fixture that dublicates the specimen fixture but without the

specimen. Include both near and far ends; see Figure A.1b). Connect the network analyzer
ports to the appropriate locations of the driven line fixture.

5.2.4.2 Measure the fixture return loss S44 and/or S,,.
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Mesure de l'affaiblissement de réflexion de I’échantillon

Ajouter I’échantillon au montage.

1:2004

Raccorder le port d’émission de l'analyseur a I'extrémité proche du montage et la charge a
I’extrémité lointaine du montage.

Mesurer |'affaiblissement de réflexion de I’échantillon et du montage en dB.

5.4

Cette
modif
avec

I'écha

Raccdrder la sortie du RDT a I’entrée du générateur d’impulsions.

Raccd

racco

Pour ¢haque mesure, relever la réponse TDT due a I'action de'l'impulsion.

Applig

combi
ment
foncti

6 D

Les details suivants doiventétre spécifiés dans le document de référence:

a) Agencement des _contacts de masse et de signaux pour chaque mesure. Au minim
pdire ou le conducteur d’émission, les conducteurs de signaux les plus proches

Méthode dans le domaine temporel

cations suivantes. Un RDT en mode de transmission dans le domaine temporel

der I’extrémité lointaine du montage d’essai a la charge.

né avec des mesures de capacité a basse fréquence, I’échantillon peut étre com
caractérisé, y compris I'affaiblissemént de réflexion ainsi que I'impédance complg
bn de la fréquence.

gtails a spécifier

methode necesslie que la procedure de l'analyseur de reseau solt suivie, mais aviec les

(TDT)

in générateur a déclenchement d’'impulsions trés courtes pour mesurer la\réporise de
htillon au stimulus d’une impulsion doivent étre utilisés. Un logiciel des transformées de
Fourigr (FFT) est utilisé pour calculer la puissance réfléchie de I’échantillon en_fréquence|

rder la sortie du générateur d'impulsions a I'extrémité proche du montage d’egsai et

uer la fonction FFT sur la réponse en domaine“temporel, le résultat étant l'affaiblis-
sement de réflexion en fonction de la fréquence. De ces résultats, les constantes com
de propagation, alpha (atténuation en fonction deNa fréquence) et béta (phase en fonct
la fréquence) peuvent étre calculées pour unerés grande étendue de fréquence. Si cq

blexes
on de
la est
pléte-
Xe en

Im, la
dans

chaque direction’ et les masses associées (adjacentes) de l'ensemble doivenf étre

id
NOTE
rations

est redg

longue

bntifiés.
Il convient de spécifier qu’'un nombre suffisant de lignes doivent étre mesurées, sur la base de ¢
géometriques de telle sorte que les performances dans le meilleur et le pire des cas soient détermi

ommandé que ce qui suit soit considéré: I'espacement du conducteur, l'orientation du conduc
r du conducteur, etc.

onsidé-
hées. Il
eur, la

b) Le type de signal d’émission, asymétrique ou différentiel. Se référer a 3.2.2 pour les cas
spéciaux de signaux asymeétriques ou différentiels.

c) Limpédance d’environnement de I’échantillon si autre que 50 Q en asymétrique et 100 Q
en différentiel.

d) Nombre de points de mesure.

e) Gamme de fréquences de mesure.

f) Tableau des résultats pour des valeurs discrétes de fréquence, si désiré.

g) Indiquer I'unité des échelles si autre que dB et log de la fréquence.

h) Toutes exigences particulieres en relation avec le montage et la réalisation des charges et
des propriétés électriques.

i) Toutes techniques spéciales d’étalonnage.
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5.3

Specimen return loss measurement

Add specimen to fixture.

Connect the analyzer drive port to the near end of the fixture and the load to the far end of the
fixture.

Measure the specimen-with-fixture return loss in dB.

5.4 Time domain method
This method requires that the network analyzer procedure be followed, but with the fellowing
changes. A TDR in time domain transmission (TDT) mode with a triggered shert)inmpulse
generptor to measure the response of the specimen to an impulse stimulus shall bé used. Fast
fourief transform (FFT), software is used to compute the return loss of the frequency domain.
Conngct the TDR output to the input of an impulse generator.
Conngct the output of the impulse generator to the near end of the test fixture and conngct the
far end of the test fixture to the load.
For each measurement, measure the TDT response to the impulse stimulus.
Compute the FFT of the time domain response, the)result being the return loss |n the
frequgncy domain. From these data, the complex_pfopagation constants alpha (attenpuation
versus frequency) and beta (phase versus frequency) may be calculated over a very wide
frequency range. If combined with low frequency capacitance measurements, the specimen
may be completely characterized, includingyréturn loss as well as complex impedance as
functipns of frequency.

6 Details to be specified

The fagllowing details shall be specified in the referencing document:

a) Specimen signal andwground assignments for each measurement. As a minimum, the
drjven conductor or-eenductor pair, the nearest signal conductors in each direction, ahd the
agsociated (adjacent) grounds of all these, shall be identified.

NQTE A sufficient'number of lines to be measured based on a consideration of geometry, should be specified
so|that the beSt.and worst case performance will be determined. It is recommended that the following be
comsidered: conductor spacing, conductor orientation, conductor length, etc.

b) The type. of drive signal, single ended or differential. Refer to 3.2.2 for the special case of
differential and unbalanced signals.

c) SpeTimem environmentmpedance if —other tham 50— for simgte—enmded—or—1060—Q for
differential.

d) Number of measurement points.

e) Measurement frequency range.

f) Tabulated single frequency results, if desired.

g) Plot magnitude format, if other than dB and log frequency.

h) Any special requirements with respect to fixture and termination construction and electrical

properties.

Any special calibration technique.
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7 Documentation d’essai

La documentation doit contenir les détails définis a I’Article 6 avec toute exception, et les
suivants:

a) titre de I'essai;

b) équipement d’essai utilisé et date du dernier et du prochain étalonnage;

c) montage de mesure, mesure de I'échantillon avec le montage, les graphiques de I'affaiblis-
sement de réflexion calculé de I'échantillon et les tableaux des résultats pour les valeurs
discrétes de fréquence;

d) lesTaractéristiques des SyMEtTiseurs, ST TECESSaiTe,;
e) les observations;
f) ngm de l'opérateur et date de I'essai.
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7 Test documentation

Documentation shall contain the details specified in Clause 6, with any exceptions, and the
following:

a) title of test;

b) test equipment, and date of last and next calibration;

c) measured fixture, measured specimen-with-fixture, and calculated specimen return loss
plots and tabulated single frequency results;

d) b :UII OpUb;f;bGt;UllO, If uocd,
e) observations;
f) ngme of operator and date of test.
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Annexe A
(normative)

Diagrammes et schémas pour les montages et I’équipement

Montage A Montage B A
Source de Echantillon de Ejiizzlg
Techantition Techantiiion

Montage A | Montage B

o | s Recemen
I’échantillon| I'échantillon 9
IEC" 1013/04
Figure A.1a — Technique d’insertion

Montage de référence Récepteur

Source (avec I'échantillon) ou charge

Montage de I'échantillon Récepteur

Source (sans I'échantillon) ou charge
IEC 1014/04

Figure A.1b — Technique du montage de référence

Figure A.1 — Diagrammes techniques
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Annex A
(normative)

Diagrams and schematics of fixtures and equipment

Specimen . Specimen Receiver
Source fiture A | SPECMeN | Thture B or load
Specimen | Specimen Receiver
Source fixture A fixture B or load
IEC (1013/04
Figure A.1a — Insertion technique
Source Reference fixture Receiver
(with specimen) or load
Specirmen fixture Receiver
Source (without specimen) or load
IEC 1014/04
Figure A.1b — Reference fixture technique
Figure A.1 — Technique diagrams
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a)
I +
— 0
Echantillon
d'essai
o— |
Récepteur
50 Q
o— |
Z,=50Q
Récepteurs
50 Q
c)
R, Ry
R, ou R,
o o
Z,<50Q Zy,>50Q

Compdsants
R, résigtance 1

Ry résistance 2

Zo impéddance caractéristique

Vo tensjon de source

IEG 1015/04

Equations des cir¢uits a perte minimale (optimisés):

Ry =50[1-(Z5750)]095 Ry=Z2,[1-(50/2,)]05
Ry =Zy I ' (Z,150)]05 Ry =50/[1-(50/2,)]05

Figure A.2 — Adaptations asymétriques
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a)
Vs +
B EE—]
Test
specimen
o— |
50 Q
receiver
o— |
Z,=50Q
50 Q
receivers
c)
R, R,
R, or R,
(e} (e}
Z,<50Q Z,>50Q

Compg
R; resi
R> resi
Zo char

Vo sourn

nents

tor 1

stor 2

pcteristic impedance

ce voltage

Minimum loss pad.equations:

Ry =50 [1 - (Zg50)] 0.5
Ry=Zy/[1-.(Z5150)]05

Ry=Zy[1-(50/2,)]105
R, =50/[1-(50/2,)]105

Figure A.2 — Single-ended terminations

IEQ

1015/04
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a)
Vs +
——— 0
Echantillon R, ou
d'essai
-2
Ry =27,
b)
o— |
Récepteurs
50 Q
o— |
Z,=100 Q
c)
R, R,
R, ou R, Récepteurs
50 Q
R, R,
Zy <100 Q Zy>100Q
IEC |1016/04
Compdsants
R; résigtance 1
Ry résilstance 2

Z, impédance caractéristique
V, tension de source

Equations des circuits a perte minimale:

R,=100[1-(zZ,/100)]1°%° /2 Ry =Z,[1-(100/2)1% /2
R,=Z,/[1-(Z,1100)]%° R,=100/[1-(100/2,)]1°%°

Figure A.3 — Adaptations différentielles (symétriques)
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